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Изучение нелинейных свойств распространения света в тонкопленоч­
ных структурах представляет интерес в связи с возможностью их приме­
нения в устройствах передачи и обработки информации. При взаимодей­
ствии интенсивных электромагнитных полей с резонансными средами 
проявляются такие физические явления, как оптическая бистабильность 
или самопульсации интенсивности отраженного и прошедшего излуче­
ния. Эти эффекты можно применять для целей создания компактных 
устройств управления света светом. Представляется возможным также 
использование эффектов подобного рода для диагностики нелинейных 
оптических свойств тонких слоев сред, образующих планарную структу­
ру, для определения параметров активного поглощения оптического из­
лучения в таких системах.

В [1] сообщалось об эффекте самоиндуцированной неустойчивости в 
первоначально квазинепрерывном во времени излучении, отраженном 2- 
слойной структурой на основе резонансных сред. В ходе измерения не­
линейных свойств волноводных тонкоплёночных систем было обнару­
жено, что интенсивность светового пучка, излучаемого He-Ne лазером, 
при отражении от призменного устройства туннельного возбуждения 
волноводной моды, способна приобретать выраженную квазирегулярную 
автомодуляционную компоненту. Диапазон изменения мощности поля 
возбуждения, при которой возникала нестабильность в излучении, а так­
же частота временной модуляции отраженного или прошедшего излуче­
ния, для каждой конкретной структуры зависели от оптических толщин 
составляющих пленок, от соотношения их линейных и нелинейных па­
раметров. Характерным условием эффекта была рефракционная нели­
нейность вещества, объясняемая светоиндуцированной модификацией 
системы энергетических уровней поверхностных состояний уровней ма­
териала пленок.

В сообщении обсуждается возможность количественной оценки ди­
намических параметров среды пленок - времени релаксации неравно­
весных носителей и относительной величины сечения перехода на осно­
ве анализа данных измерения автомодуляционного эффекта.
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